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LS 13 320系列全自动激光粒度仪是目前用途广泛、应用成熟的粒度分析仪。全程采用Mie光散射理论以及提供Fraunhofer 
理论模型。提供高分辨率、高再现性和高准确度。因此LS 13 320系列全自动激光粒度分析仪获得的结果准确可靠。 

根据不同的应用和要求，有两种机型可供选择：测量范围从0.4微米至2,000微米的单波长光学系统，以及测量范围
从17纳米至2,000微米，采用贝克曼库尔特的偏振光强度差散射(PIDS）专利技术（专利号4953978，5104221）
的多波长系统。

多种新型的样品进样模块，满足不同的分析要求，灵活便利。为了节省操作人员宝贵时间，所有进样模块均为“即
插即用”型，数秒钟内完成进样模块自动切换、配置与识别。为了降低和消除操作人员之间方法的差异，仪器具备
标准操作方法（SOM）和标准操作规程（SOP）功能，简化了操作过程。更可配置全自动样品处理工作站，在操作
人员离机状态下自动完成多达30个样品的前处理、加样和分析测量，实现全自动、高通量的样品测量。

技术先进、操作简便的LS 13 320全自动激光粒度分析仪，可快速获得准确可靠的分析结果。适用于干粉、水相和有
机相样品的颗粒粒度测量。

LS 13 320

可供选择的进样模块
自动样品处理工作站
(APS)

• 配合大容量标准样品台
•  30位高通量样品转盘
• 自 动 添 加 分 散 剂 （ 3 种 ）
 及自动洗冲
• 超声分散处理
• 条形码自动识别，数据自动
 归档
• 循环连续加载样品

标准样品台
(ALM)
• 适用于水相分散样品
• 样品槽容量最大可达1500毫升
• 自动智能清洗，自动进、排液，
 循环速度可调，循环量大
• 内置样品超声处理，达到较好的
 分散控制
• 可与自动样品处理工作站联用，
 实现全自动、高通量测量



灵活的报告格式
LS 13 320 软件的报告格式非常灵活。无论是制药、工业、质量控制还是研究应用，该软件都能满足数据表达的多
种要求。

有效的数据管理
LS 13 320 软件允许客户定制数据输出和打印报告。通过使用SOP，设计最适合您需求的报告。

操作
LS 13 320 让你享受轻松、 快捷的分析过程

1 2 3
载入SOM或SOP 点击启动SOM或SOP 获得结果

“龙卷凤”干粉样品台
(DPS)

• 采用创新的“龙卷风”分散进样专利技术
 （发明专利，专利号US006454141B-1）
• 消除传统方法导致的颗粒粉碎障碍
• 自动调节进样速度，达到较好的分散效果
• 无须空气压缩机
• 样品分析一次完成

通用液体样品台
(ULM)

• 适用于水相及有机相分散的样品
• 样品槽容量最大可达125毫升
• 自动智能清洗，自动进、排液，循环速度
 可调
• 内置样品超声处理，达到较好的分散控制
• 具有废液液位自动报警



建立SOM即意味着快速简洁， 无需更多的技术要求
通过标准操作方法SOM和标准操作程序SOP能够确保每次分析条件相同。
使用SOM和SOP即可保证分析结果的连贯性和一致性， 而与仪器的设置、 操作员无关。

标准操作规程(SOP)
获得一致结果和报告的解决方案从方法的建立到最终的打印报告，每一个分析环节都可纳入
用户定义的标准操作规程(SOP)。只须选择SOM和报告格式并将其保存为SOP。然后点击
“StartSOP（启动标准操作规程）”即可得到准确－致的结果。

1 设置SOM和样品说明

2 样品名称

3 设置分析参数

4 选择光学模型

5 保存SOM

SOM和SOP
SOM与SOP使分析过程标准化
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粒度趋势分析
粒度趋势分析功能：将几个样品测定的统计结果绘制成
图形或报告。此功能是一种跟踪样品粒度的特定参数的
程序。

插值分析
LS 13 320 软件可通过粒度插值功能创建样品报告，使
数据符合用户定义的—套“粒度等级”。 

筛分分析
如果您需要与筛分数据比较，可利
用LS 13 320筛分分析功能的筛分格
式显示LS 13 320获得的数据。

软件
功能丰富如你所需

ASTM

999
400
325
270
230
200
170
140
120
100
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20

Cum.<
Volume%

0
79.5164

83.6407
87.4781

91.1161
94.0814
96.2735
97.5502
98.4782
99.2856
99.8087
99.9786
99.9993

100
100
100
100
100
100
100
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准确性
• 颗粒材料的实际粒度范围
• 光学模型的适合性
• 方法中使用的平滑处理
• LS 13 320准确性误差优于±0. 5%

重复性
粒度分布中典型的粒度重复性应如下：任何选定的分布中心
值，如粒度中值（D50），变异系数应小于3%。任何分布
边缘值，如D10和D90 ，变异系数不能高于5% 。

LS 13 320重复性误差(D50) 优于0.5 %

ISO 13 320
符合并优于ISO 13 320标准

参照国际标准“ISO 13 320-1粒度分析”中“激光衍射方法 I 第 1 部分”之 “一般原理”，此类设备的用户和潜在用
户即可以在一个科学的参照框架内对其设备进行评价：

• 检测器的数量， 位置和几何形状

• 检测器的信噪比

• 测得散射光强谱图的微细变化的能力

• 测得不同粒度等级间散射光强谱图的差
 异的能力

上图为10次独立测量的平均分布曲线
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分辨率、灵敏度
粒度分布的分辨率（即区分不同粒度的能力）和灵
敏度（即检测出某种微量粒度颗粒的能力）受下列
因素限制：

• 检测器的数量，位置和几何形状
• 检测器的信噪比
• 测得散射光强谱图的微细变化的能力
• 测得不同粒度等级间散射光强谱图的差异的能力
• 颗粒材料的实际粒度范围
• 光学模型的适合性
• 方法中使用的平滑处理

分辨率、灵敏度
• 132枚检测器能够清晰地区分不同粒度等级间散射光强谱图的差异
• 连续均衡的独立放大电路提升了信噪比
• 无须分析前预选粒度峰型模型， 提供真实粒度分布
• 大功率光纤接固体激光系统

准确性
• 创新设计的四象限螺旋形对数排布的检测器阵列，可以
 准确地记录散射光强信号，从而获得准确的粒径分布
• 在亚微米区域通过进行36个单独检测，PIDS专利系统
 （发明专利：4953978,5104221）在此区域可提供优异
 的准确性。

重复性
• 采用自动激光校正系统
• 自动准直系统确保激光角度校准的准确性
• 光源与光学系统采用创新的光纤连接， 避免了
 光源发热影响光路飘移

LS 13 320优势的体现
符合并优于ISO 13 320标准
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数据安全性
LS 13 320 软件可提供符合 FDA 21 CFR Part 11要求的安全系统。使用者可以自行选择安全等级，从无安全性到21 

CFR Part 11 要求的安全等级。选择FDA制定的关于电子签名和记录的 21 CFR Part 11 配置软件，软件符合 21 CFR 

Part 11 。

数据安全性
21 CFR Part 11以及仪器验证程序
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获得FDA认可的软件
21 CFR Part 11

FDA颁发的电子记录和电子签名法规 21 CFR Part 11（联邦法律全书
第11条），规定了提交电子文件的要求和电子签名的标准。该项自
1997年8月20日生效的法规，同时也规定了用户在使用电子记录时都
必须满足的储存要求标准。任何使用电子记录的用户必须遵守21 CFR 

Part 11法规。该法规诣在提高用户的质量控制，同时也体现了FDA法
规保护公众的宗旨。因为LS 13 320等分析仪器系统所生成的电子文
件也必须符合电子记录法规。选择软件21 CFR Part 11选项后，系统
将自动调节配置，以符合该项法规要求。除了符合21 CFR Part 11条
款的模式外，软件还有其它的数据安全模式供用户选择。

V-Check验证程序
贝克曼库尔特公司遵循并充分理解美国FDA对校准仪器及设备生产的
“当前良好的生产规范”（cGMP） 的严格要求。因此，贝克曼库尔
特公司建立了包括仪器验证的所有方面的程序包。

V-Check验证程序包括针对从仪器开发到当前的品质检查（SQ• 

DQ•IQ•OQ•PQ）的全部生产流程的各方面。

V-Check验证程序包括了仪器验证的所有必须的文件。这些文档须向
审核人员提供已进行正确的仪器验证的证据。它包括大量的在功能上
有内在联系的部分，以便让使用者确信，该仪器达到设计要求并且能
执行一致的标准。

仪器生产中，一旦有其他工序的生产商离开，贝克曼库尔特公司和
V-Check验证程序就会辅助当前的仪器进行质量检查（PQ）保证生
产顺利进行。这—点证明了对生产商而言，不仅要满足客户的需求，
而且更重要的是与使用者发展面向未来的伙伴关系。

建立
广泛的合作关系
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什么是PIDS？其工作原理
什么是PIDS？其工作原理

为什么使用PIDS测量亚微米颗粒粒径，而不使用传统的
前向低角度散射技术呢？传统方法测量直径低于几微米的
微粒的散射光强谱图在形状和强度上都非常相似。这些物
理属性使得区分此类光强谱图间的不同之处比较困难，因
此当分辨实际微粒粒度时，由于分辨率低而造成不准确的
粒度测量，导致分析结果很大程度的不确定性。

微粒的散射光于低角度区较强，并且散射光强谱图上具有
可检测到的最大值和最小值。这就意味着将检测器放在相
对于光路的低角度区，通过充分的角度分辨率即可检测到
这些最大值和最小值。相反小微粒的散射光弱，直到达到
非常高的测量角前，没有任何可辨别的最大值和最小值，
因此使检测和散射光强谱图的分辨都比较困难。

鉴于此原因，贝克曼库尔特开发了PIDS系统，为解决亚
微米颗粒测量问题提供了完整的解决方案。PIDS采用的
技术非常简单，并利用了Mie光散射理论。

优势的体现
灵敏度和性能增强

PIDS依靠光的正交特征，包括与其成90度角方向上的
磁矢量和电矢量。例如如果电矢量是“上下方向的”，
则该光被称为是垂直偏振。当使用选定偏振波长的光照
射样品时，振荡电场在样品内可形成电子偶极或电子振
荡。这些振荡将与传播光源位于同—偏振平面上。微粒
内的振荡偶极子向除照射光源外的所有方向辐射光。

PIDS利用此现象，三个波长（450nm，600nm，
900nm的）光顺次照射样品，首先为垂直偏振，然后
为水平偏振。

LS 13 320 测量来自—系列角度样品的散射光。通过分
析每个波长的水平和垂直辐射光之间的差异，可获得样
品粒度分布的信息。重要的—点是切记我们测量的是垂
直和水平偏振信号的差异，而非简单的选定偏振值。

然后将PIDS信号的强度与散射角对比信息与激光散射的
强度与散射角数据对比信息相结合，给出连续的粒度分
布 ， 此 范 围 在 L S 1 3 3 2 0 多 波 长 系 统 中 为 1 7 n m 至
2000µm。

获取PIDS数据的另—个主要优点是通过原始数据的简单
解释，我们可快速确认是否存在微小粒子，因为大粒子
不显示微小粒子显示的差动信号。

PIDS™
偏振光强度差散射专利技术（发明专利：4953978,5104221）
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LS 13 320分析原理
激光衍射；多波长散射和偏振光(PIDS)；采用波长：
450nm（蓝光）、600nm（橙光）、780nm（红光）
及900nm（红外）

LS 13 320计算理论
全程Mie理论；Fraunhofer理论

LS 13 320分析范围（实测值）
多波长：17nm-2000µm (实测值）
单波长：0.4µm-2000µm (实测值）

LS 13 320主要报告形式
粒径－体积百分（重量百分数）分布；粒径－数量百分
分布；粒径表面积百分分布，粒径－累积百分分布；微
分分布；平均值、中值、峰值等。

LS 13 320检测器数目与分析通道数
132枚硅光电检测器，124个分析通道

LS 13 320激光光源
光纤连接的固态激光

其他
仪器功率：3A/220-240V

操作条件：温度10-40°C ;相对湿度0-90%

主机体积：高：44.5cm

  长：100.7cm

  厚：25.4cm

主机重量：32.5kg

PIDS检测器

PIDS光源

Fourie透镜

多波长PIDS轮

激光

样品室

高角度检测器

中角度检测器

低角度检测器

技术规格
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解决颗粒 / 细胞计数和特性表征任务
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自首台库尔特计数器问世以来，我们在颗粒计数和特性表征方面对仪器进
行持续改进和完善。全球许多质量控制实验室和研究中心正在使用贝克曼
库尔特生命科学的颗粒计数和特性表征仪器。

目前，公司产品包括：

• 激光衍射粒度分析仪（LS 13 320、LS 13 320XR）
• 库尔特颗粒/细胞计数及粒度分析仪（Multisizer4e）
• 细胞计数及活性分析仪（Vi-Cell XR、Vi-Cell BLU）
• 高速细胞培养生化分析仪（Vi-CELL MetaFLEX）
• 空气颗粒计数器（MET ONE）
• 液体颗粒计数器（HIAC）
• 总有机碳分析仪（Anatel PAT 700）
• 高通量微型生物反应器（BioLector）

请联系贝克曼库尔特本地销售代表，或登陆小贝商城了解更多耗材信息。
https://shop.mybeckman.cn/

贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司
贝克曼库尔特生命科学中国区热线：400 821 8935
联系邮箱：apls@beckman.com
官网：mybeckman.cn

@ 2021 Beckman Coulter Commercial Enterprise (China) Co,. Ltd


